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Curso de Extensao em Machine Learning

Proposta Geral: O curso de extensdo em Machine Learning tem por objetivo capacitar os alunos a identificar as
oportunidades na utilizacdo de métodos de aprendizagem de maquina (supervisionados e ndo supervisionados),
extrair informacg0es relevantes de massas de dados e fazer uso dos métodos de aprendizagem de maquina no auxilio
a tomada de decisao.

Publico-alvo: Profissionais que necessitam desenvolver solugdes para tratamento de massas de dados visando
extracdo de informagdo como identificacdo de similaridades, previsio e classificacdo. E recomendavel que os
participantes tenham ao menos conhecimentos basicos de programacao, idealmente linguagem R ou outra
linguagem baseada em aritmética matricial (e.g., MatLab), Probabilidade e Estatistica basicas e Calculo a uma
variavel.

Carga Horaria Total: A carga hordria total do curso é de 60 horas de aulas.

Estrutura: As ac¢les estdo estruturadas em 2 moddulos: 1. Métodos ndo supervisionados e 2. Métodos
supervisionados. O Curso sera ministrado durante duas semanas

Conteudo Programadtico: As disciplinas que comp&em o Machine Learning sdo as seguintes, descritas por suas
ementas e correspondentes referéncias bibliograficas.

MODULO 1. Métodos nio supervisionados: Ementa: Métodos de reducgdo de dimens3o: anélise de componentes
principais, analise de homogeneidade, métodos de visualizagdo de dados e escalonamento multidimensional.
Métodos de formagdo de agrupamentos: métodos hierarquicos, métodos ndo hierarquicos e métodos baseados em
densidade. Métodos avangados de formagdo de agrupamentos. Bibliografia: Bishop, C.M. Pattern Recognition and
Machine Learning, Springer, 2007 ;Duda, R.O., Hart, P.E., Stork, D.G. Pattern Classification, 2nd edition, Wiley-
Interscience, 2000; WEBB, A. Statistical Pattern Recognition, 2nd edition. John Wiley & Sons, 2002.

MODULO 2. Métodos supervisionados: Ementa: Métodos de detec¢do de interagdes (AID) e arvores de classificagdo
e regressdo (CART). Classificadores lineares. Analise Discriminante paramétrica e ndo-paramétrica. Regressdo
Logistica. Support Vector Machine. Mistura de modelos. Bibliografia: Bishop, C.M. Pattern Recognition and Machine
Learning, Springer, 2007 ;Duda, R.O., Hart, P.E., Stork, D.G. Pattern Classification, 2nd edition, Wiley-Interscience,
2000; WEBB, A. Statistical Pattern Recognition, 2nd edition. John Wiley & Sons, 2002.

Contato: Prof. Dr. Wayne Leonardo Silva de Paula — Chefe da Divisdo de Educagdo Continuada
E-mail: ipec.chefe@ita.br
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